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Abstrakt: 
Cílem metodiky jsou analýzy stíraných vzorků pro podporu kontrolní činnosti SÚJB a dalších 
národních a mezinárodních orgánů v oblasti systému jaderných záruk pomocí zdokonalené metody 
oproti doposud používanému postupu. Tohoto cíle je dosaženo integrací sytému rentgenové 
fluorescenční analýzy (XRF), který poskytne přehledovou informaci o rozložení uranu ve stěru, do 
měřící trasy APM-SIMS. Zdokonalení analýz kombinované metody XRF-APM-SIMS je jak kvalitativní 
– snížení pravděpodobnosti nesprávných výsledků, tak kvantitativní – snížení průměrné doby analýz 
v porovnání s doposud v České republice používanou metodikou APM-SIMS. 

Seznam dokumentů: 
1. Metodika použití zobrazovací XRF analýzy v kombinaci s APM-SIMS pro stírané vzorky jaderných 
materiálů 
2. Osvědčení o uznání uplatněné schválené metodiky 
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